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分子線エピタキシー装置によるC60（エピタキシャル）薄膜の作製支援、ならびに化合物半導体、シリ
コン、フラーレン等半導体ナノ構造の物性評価支援を行う。物性評価支援では、以下の装置が利用で
きる。①X線光電子分光装置：元素分析、化学結合状態分析。（空間マッピング測定可能）、②結晶
性解析Ｘ線回折装置：結晶構造評価。（ロッキングカーブ測定、逆格子空間マッピング測定、極点図
解析等）、③DC & ACホール効果測定装置：電気的特性（キャリア濃度、移動度）評価。（測定温度
4～400K）、④太陽電池特性分光感度測定装置：太陽電池デバイス評価、光導電率測定。 
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